




































































































专利名称(译) 用于检测表面特性的电子设备
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外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了用于基于使用传感器测量表面特性来监测表面状况的装置。在一
个示例中，使用设置在组织上方的设备来执行该特性，其中该设备包括
由导电材料，至少一个其他组件和至少一个物理耦合的一部分的至少一
个交叉结构形成的至少一个线圈结构。所述至少一个线圈结构到所述至
少一个其他部件的一部分，所述至少一个交联结构由柔性材料形成。至
少一个其他组件可以是传感器组件或处理器单元。
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